Método para obtener puntas sensoras de microscopia de
fuerza atomica funcionalizadas mediante silanizacidn por
vapor activado, y las puntas obtenidas por dicho método.
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Descripcion de la patente

Un método para obtener una punta sensora de microscopia de fuerza atémica funcionalizada, caracterizado porque la funcionalizacién
tiene lugar mediante un proceso de silanizacion por vapor activado que comprende: a) evaporar un compuesto organometélico que
contiene al menos un dtomo de silicio y al menos un grupo funcional seleccionado entre amino, hidroxilo, carboxilo y sulfidrilo; b)
activar el vapor del compuesto organometalico de la etapa a) mediante calentamiento; y c) hacer incidir el vapor activado de la etapa
b) en una punta sensora para microscopia de fuerza atdmica para depositar una ldmina del compuesto organometalico sobre dicha
punta sensora; donde las etapas b) y c¢) tienen lugar de forma consecutiva. Asi como la punta sensora funcionalizada obtenida por dicho
método.
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